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Abstract：Some problems in the application of SEM/EDS for element analysis are discussed.
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SEM-EDS。结果如图 1 所示。由图 1a 可见，样品上
粗糙区域的 EDS 图谱上 Pb 的谱峰很高；但在平滑











区域的 SEM-EDS 分析结果。图 2a 显示的是样品平
坦区域的 EDS 图谱。图中 Au 的各个不同能量的 x
射线谱峰的相对强度与数据库中 Au 的谱峰相吻
合。图 2b 是样品中孔洞较密集区域的 EDS 图谱。图
中显示，低能量区的 x 射线谱峰基本不存在，只有
高能量区的 Au 的 x 射线谱峰。我们认为这可能是
多孔区域产生的 x 射线在孔洞内被吸收，而能量低
的 x 射线更容易被吸收，致使低能量区域的 x 射线
谱峰检测不到。








去。从图 3 中的左图可见在 Al 峰右侧有一个标记
为 Ag 的小峰，能量为 3.98keV，为 Al 能量 1.48keV
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调节。图 3 中的右图就是在 leo1530 扫描电镜的光













果如图 4 所示。由于可以准确计算所制样品中 Ti 的
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